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Abstract (en)
The device has a scanning unit with an opto-electronic detector arrangement including a reference pulse signal detection unit (24a). The unit (24a)
has reference pulse signal detection components, that are interconnected to create a reference pulse signal. The signal is present on an output side
of the arrangement from which periodic and low-frequency signal portions are filtered out of an incremental graduation track.

Abstract (de)
Es wird eine Positionsmesseinrichtung angegeben, die zur Erzeugung positionsabhängiger Abtastsignale sowie mindestens eines
Referenzimpulssignals dient. Diese umfasst einen Maßstab und eine Abtasteinheit, die relativ zueinander in einer Messrichtung (x) beweglich
angeordnet sind. Auf Seiten des Maßstabs ist mindestens eine Inkrementalteilungsspur angeordnet, die sich in der Messrichtung (x) erstreckt
und im wesentlichen aus einer periodischen Anordnung von Teilungsbereichen mit unterschiedlichen optischen Eigenschaften besteht
und an mindestens einer Referenzposition (X REF ) eine Referenzmarkierung (REF) aufweist, die aus einer aperiodischen Anordnung von
Teilungsbereichen besteht. Die Abtasteinheit umfasst eine Lichtquelle ohne vorgeordnete Kollimationsoptik und eine optoelektronische
Detektoranordnung, die mindestens eine Referenzimpulssignal-Detektoreinheit aufweist, die zur Erzeugung eines Referenzimpulssignals auf
die Referenzmarkierung abgestimmt ist. In der Detektionsebene resultiert ein periodisches Streifenmuster, das im Bereich der Referenzposition
amplitudenmoduliert ist. Die Referenzimpulssignal-Detektoreinheit besteht aus mindestens drei Referenzimpulssignal-Detektorelementen, die
derart dimensioniert und zur Erzeugung eines Referenzimpulssignals verschaltet sind, dass eine Bandpass-Filterung des amplitudenmodulierten
Streifenmusters an der Referenzposition resultiert und ausgangsseitig ein Referenzimpulssignal vorliegt, bei dem der Signalbeitrag aus der
Inkrementalteilungsspur sowie niederfrequente Anteile weitgehend herausgefiltert sind (Figur 2a).
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